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I. KARTA PRZEDMIOTU

Cel przedmiotu

C1.  Uzyskanie ogdlnej informacji na temat komputerowych systeméw pomiarowo - informacyjnych w stopniu pozwalajacym na

ich wlasciwg eksploatacje oraz prowadzenie prac pomiarowych.

C2. W dziedzinie modelowania systeméw pomiarowych, poznanie mozliwosci pakietu LabVIEW w zakresie wirtualizacji pomiaréw

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji
1. Wiedza z fizyki w zakresie dynamiki .
2. Wiedza z matematyki z zakresu réwnan rézniczkowych, catek oraz rachunku operatorowego.
3. Wiedza z elektrotechniki z zakresu teorii obwoddw.
4. Umiejetnosci pracy samodzielnej i w grupie.

Efekty ksztatcenia

EK1. Student okre$la strukture wybranego komputerowego systemu pomiarowego, np. do korekgji ,sztywnej” i ,adaptacyjnej”

charakterystyk dynamicznych przetwornikéw pomiarowych, pomiaru temperatury, wyznaczania sktadowych LC impedancji z
wykorzystaniem metody dynamicznej, skomputeryzowanego systemu do pomiaréw termowizyjnych, rejestratora sygnatu za

pomoca karty pomiarowej NI USB-6008 firmy National Instruments.

EK2. Student okre$la strukture wybranego komputerowego systemu pomiarowego, np. analizatora widma dowolnego sygnatu,
analizatora sygnatu dzwigkowego, oscyloskopu, generatora dzwieku, mikrofonu, jako rejestratora sygnatu dzwiekowego.

Tresci programowe: wyktady

Liczba godzin

W 1 - Wstep: konfiguracja i struktura systemu pomiarowego, doktadnos¢ pomiaru dynamika
systemu, ochrona przed zakidéceniami.
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W 2 — Elementy skfadowe systemow pomiarowych: przetworniki analogowo-cyfrowe i
cyfrowo-analogowe, cyfrowe przyrzgdy pomiarowe, multimetry, oscyloskopy, generatory
cyfrowe, karty pomiarowe.

2

W 3 - Komputery w systemie pomiarowym: architektura komputera, ptyta gtéwna,
magistrale i szyny rownolegte w komputerze, uniwersalna magistrala szeregowa USB,
magistrala szeregowa |IEEE-1394.

W 4 - Interfejsy pomiarowe: system interfejsu szeregowego RS-232C (organizacja
transmisji szeregowej, magistrala, system pomiarowy modemu zerowego), RS-485, RS-
422A — poréwnanie standardow, interfejsy rownolegte (IEEE-488) — organizacja transmisji
rownolegtej, funkcje i komunikaty interfejsowe, rozproszony system pomiarowy z interfejsem
IEEE-488.

W 5 — Systemy pomiarowe z transmisjg danych w sieci telefonii przewodowej: sieci
przewodowe do transmisji danych cyfrowych, systemy transmisji danych w interfejsie RS-
232C, standardy interfejsu szeregowego RS-449, RS-530.

W 6 - Rozproszone przewodowe systemy pomiarowe: system interfejsu CAN,
PROFIBUS, FieldPoint, MicroLAN (dane ogdlne, struktura, magistrala, sygnaty,
komunikaty).

Test zaliczeniowy

SUMA

| Tresci programowe: projekt

Liczba godzin




L 1 — Wprowadzenie do srodowiska LabVIEW: 5

¢ Opis panelu, opis diagramu, linijka przyciskow narzedziowych systemu LabVIEW.

e Okna: ,tools, controls, functions” systemu LabVIEW.

e Panele i diagramy przyrzgdéw wirtualnych do: generacji wynikow, obserwacji zmian
wielkosci w funkcji czasu.

e Obstuga wybranych przyrzadéw i kart pomiarowych w LabVIEW.

¢ Wykorzystanie systemu LabVIEW do oprogramowania systemow pomiarowych.

o Uktady akwizycji sygnatéw pomiarowych.

L 2 — Zastosowanie programu LabVIEW w systemach pomiarowych. 1

L 3 —Technologia DataSocket w komunikacji systeméw pomiarowych. 1

L 4 — Akwizycja danych pomiarowych za pomocg karty pomiarowej w programie LabVIEW” 1
- do rozwigzania 5 przyktadow.

L 5 — Analiza statystyczna wynikéw pomiaréw. 1

L 6 — Zastosowanie protokotu TCP/IP do komunikacji w systemach pomiarowych 1

L 7 - System pomiarowy do ,sztywnej” i ,adaptacyjnej” korekcji charakterystyk 1
dynamicznych przetwornikéw pomiarowych.

L 8 — System do wyznaczania skladowych LC impedancji z wykorzystaniem metody 1

dynamicznej.

L 9 — Skomputeryzowany system do pomiaréw termowizyjnych. 1

Test zaliczeniowy 2
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Narzedzia dydaktyczne

1.
2.
3.

Wyktad z prezentacjg multimedialng
Dyskusja
Projekt praca w zespotach dwuosobowych

Sposoby oceny efektow ksztatcenia (F — ocena Formujaca, P — ocena Podsumowujaca)

F1.
F2.
P1.
P2.

P3.

F1. Ocena przygotowania do ¢wiczen projektowych — odpowiedz ustna.

F2. Ocena poprawnego i terminowego przygotowania sprawozdan z realizacji cwiczen projektowych.

P1. Wyktad — test (100% oceny zaliczeniowej z wyktadu)

P2. Ocena opanowania materiatu nauczania bedacego przedmiotem ¢wiczen projektowych -kolokwium zaliczeniowe (50%
oceny zaliczeniowej z ¢wiczen projektowych)

P3. Ocena umiejetno$ci rozwigzywania postawionych probleméw oraz wyciggania wnioskow i przygotowania raportéw z
pomiardw — zadanie (50% oceny zaliczeniowej z cwiczen projektowych).

Obciazenie praca studenta

Forma akiywnosc Sred.nia liczba godzin
na zrealizowanie aktywnosci

Godziny kontaktowe z prowadzacym 30

Zapoznanie sie ze wskazana literaturg 5

Przygotowanie do zaje¢ 5

Przygotowanie do testu / kolokwium / egzaminu 5

Przygotowanie sprawozdan/prezentacii 5

Sumaryczna liczba godzin/punktéw ECTS dla przedmiotu 50/2 ECTS

Wykaz literatury podstawowej i uzupetniajacej

1.
2.

3t
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Nawrocki W.: ,Rozproszone systemy pomiarowe” WKit., Warszawa 2006, ISBN 83-206-1600-X, ISBN
978-83-206-1600-2.

Gajda J., Szyper M.: ,Modelowanie i badania symulacyjne systemoéw pomiarowych” Wydane Naktadem
Wydziatu Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AG-H, Firma Jartek s.c., Krakéw
1998, ISBN 83-909019-5-1.
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Politechniki todzkiej, todz 2004, ISBN 83-7283-101-7.

Minkina W.: ,Pomiary termowizyjne - przyrzady i metody” Wyd. Politechniki Czestochowskiej,
Czestochowa 2004, ISBN 83-7193-237-5.

Minkina W., Chudzik S.: ,Pomiary parametréw cieplnych materiatléw termoizolacyjnych - przyrzady i
metody” Wyd. Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 2004, ISBN 83-7193-216-2.

Minkina W., Gry$ S.: ,Korekcja charakterystyk dynamicznych czujnikow termometrycznych - metody,




uktady, algorytmy” Wyd. Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 2004, ISBN 83-7193-243-X.

8. Winiecki W.: ,Organizacja Komputerowych systeméw pomiarowych” Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej, Warszawa 1997, ISBN 83-87012-82-3.

Macierz realizacji efektéw ksztalcenia

Efekt Odniesienie sfeku do efekiow ksztalcenia Cele przedmiotu | Formazaje¢ | Narzedzia dydaktyczne Sposadb oceny
ksztatcenia dla dyscypliny naukowej Informatyka
EK1 KINF1_W04 C1,C2 w 1,2 Pl,:’lpz
F1, F2
EK2 KINF1_W04 C1,C2 w 1,2 P1, P2, P3

* — wg zalacznika

IIl. FORMY OCENY - SZCZEGOLY

Ocena Efekty
EK1 | Student buduje system pomiarowy do wyznaczania parametrow LC impedancji
2 Student nie potrafi przedstawi¢ Zzadnej struktury uktadu do wyznaczania parametréw LC impedanciji.
3 Student potrafi przedstawi¢ strukture uktadu do wyznaczania parametrow LC impedanc;ji.
35 Student potrafi przedstawi¢ strukture uktadu do wyznaczania parametrow LC impedancji oraz
) zbudowac taki system z dostepnych elementéw.
Student potrafi przedstawi¢ strukture uktadu do wyznaczania parametréw LC impedanciji, zbudowaé
4 taki system z dostepnych elementoéw oraz stworzy¢ wirtualny model systemu w graficznym
Srodowisku programistycznym LabVIEW.
Student potrafi przedstawi¢ strukture uktadu do wyznaczania parametréw LC impedanciji, zbudowaé
45 | taki system z dostepnych elementéw, stworzy¢ wirtualny model systemu w graficznym srodowisku
programistycznym LabVIEW oraz dokonaé analizy metrologicznej doktadnosci pomiarowe;.
Student potrafi przedstawi¢ strukture uktadu do wyznaczania parametréw LC impedanciji, zbudowaé
5 taki system z dostepnych elementow, stworzy¢ wirtualny model systemu w graficznym srodowisku
programistycznym LabVIEW, dokona¢ analizy metrologicznej doktadnosci pomiarowej oraz
zaproponowac¢ modyfikacje oraz inne mozliwosci wykorzystania stworzonego systemu.
EK2 Student buduje system pomiarowy do ,,sztywnej” i ,,adaptacyjnej” korekcji charakterystyk
dynamicznych przetwornikéw pomiarowych
2 Student nie potrafi przedstawi¢ zadnej struktury systemu korekcji dynamiki.
3 Student potrafi przedstawi¢ strukture systemu korekcji dynamiki.
35 Student potrafi przedstawi¢ strukture systemu korekcji dynamiki oraz zbudowa¢ taki system z
} dostepnych elementdéw.
Student potrafi przedstawic strukture systemu korekcji dynamiki, zbudowac taki system z dostepnych
4 elementow oraz stworzy¢ wirtualny model systemu w graficznym srodowisku programistycznym
LabVIEW.
Student potrafi przedstawic strukture systemu korekcji dynamiki, zbudowac¢ taki system z dostepnych
45 | elementow, stworzy¢ wirtualny model systemu w graficznym srodowisku programistycznym LabVIEW
oraz dokona¢ analizy metrologicznej doktadnosci pomiarowe;j.
Student potrafi przedstawi¢ strukture systemu korekcji dynamiki, zbudowac¢ taki system z dostepnych
5 elementow, stworzy¢ wirtualny model systemu w graficznym $rodowisku programistycznym

LabVIEW, dokona¢ analizy metrologicznej doktadnosci pomiarowej oraz zaproponowa¢ modyfikacje
oraz inne mozliwosci wykorzystania stworzonego systemu.

1. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Wszelkie informacije dla studentéw na temat planu zaje¢ dostepne sg na tablicy ogtoszen oraz na stronie el.pcz.pl.
2. Informacje na temat warunkdw zaliczania zaje¢ przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajeé.




